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Bei einer in einem Kraftfahrzeug benutzten elektri- 
schen Anlage konnte an der Beriihrungsstelle zwi- 
schen Messingbleeh und Kupferdraht ,  abgedeekt von 
einer Gummiplatte,  ein hellgrfiner Belag beobachtet  
werden, der sieh auf  der Messingoberfl/iche angesetzt 
hatte. Dieser Belag konnte mit  Hflfe der Elektronen- 
beugung einwandfrei identifiziert werden. Aus dem 
Elektronenbfld ergab sich, dab die Profile der Reflexe 
fiir Kristalle mit  Schiehtengitter wie auch ffir solche 
mit  Konzentrationsgef/flle eharakteristiseh waren 
[4]. Die Profile des (450)- und (004)-Reflexes deuteten 
auf  das Schichtengitter hin, wie bereits an einer 
Kaolinpulverprobe gezeigt worden war [4]. Aus den 
iibrigen l~eflexen ergab sich der Beweis ffir das 
Konzentrationsgef~lle, wie es an Hand  einer Pt-Au- 
Legierung demonstriert werden konnte [4]. Netz- 
ebenenabst/~nde und Intensit/~ten, die den beobaehte- 
ten Rcflexen entsprechen, sind in der Tabelle ange- 
geben. Dadurch wird bewiesen, da$ der untersuchte 
Belag aus (Cu, Zn)SO~ �9 2 (Cu, Zn)(OH)~ besteht. Er  
hat  Gitterabmessungen, die denen von rhombisehem 
Antlerit (a 0 ---= 8,25; b o = 12,01; c o ---- 6,04 /~) [1] 
/~hnlich sind. Das basische Kupfer- und Zinksulfat 
bilden einen Mischkristall mit  Konzentrationsgef/~lle. 
Das I t yd ra t  dieser Art  weist ein Schichtengitter 

Tabelle. Auswertung des beobachteten Elektronenbildes 

d (AE) hkl I 

6,80 llO 3 
4,04 200 2 
3,60--3,34 130, 201, 220, 031 4 
3,09--2,98 131, 040 1 
2,73--2,49 112, 002, 310, 122, 320 10 
2,13--2,06 042, 232, 400 9 
1,76--1,71 133, 252 7 
1,55--1,51 450, 530, 004 10 

d (AE): gemessene Netzebenenabst~inde. 
hkl: Rhombische Miller-Indices. 
I: Intensit~ten der Reflexe in willkiirlieher Einheit. 

1/~ngs der c-Achsc auf, wie es beim I tydroxid allgemein 
der Fall ist [2]. Die Bfldung yon Sulfat wurde wahr- 
scheinlich dureh den in der Gummiabdeckung ent- 
haltenen Sehwefel verursacht. 

Die beschriebene Untersuchung ist ein Beispiel fiir 
die Mikroanalyse einer kristallinen Substanz mit  
tiilfe der Elektronenbeugung. Die Erfassungsgrenze 
betr/~gt etwa 10 -12 g [2] 
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Volumetric and amperometric methods have already 
been reported from this laboratory based upon the 
formation of insoluble bismuth isoquinoline iodide 
complex [2]. In  the present communication con- 
ditions have been developed for the simultaneous 
determination of ant imony and bismuth using these 
methods with isoquinoline. 

Experimental 

Reagents and Solutions. Mercuric nitrate solution was stan- 
dardized by ~itrating with potassium iodide using diphenyl- 
carbazone as the internal indicator [1]. About 0.1 M solution 
o] isoquinotine was prepared in 10--12 ml of 850/0 formic 


